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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

・利用目的： トヨタ自動車株式会社と名古屋大学で研究開発を進めている「多元系
合金材料」の微細組織、結晶構造、結晶組成などの同定を目的とする。・概要/内
容：3～6元系の元素から構成される多元系合金に含まれる金属・合金相を同定し、
得られた情報を、別途実施する合金の特性、電気抵抗測定、XRD結晶構造解析など
と照合することにより、良好な機能を有する新規な合金相の探索研究に用いる。

実験
Experimental

以下の実験を特定の限定された試料において実施する。１． SEM/EDS観察・分析
により、上記合金を構成する微細組織、組成分布等を同定する。２． SEM/EDSか
ら、より局所的な目的領域を特定し、TEM微細組織観察・結晶構造同定（電子線回
折像取得と回折像のIndexing、格子定数解析含む）、TEM/EDS・STEM組成分析
（Titan含む）を実施する。３． 原子レベルの像と組成（格子像、構造像（HAADF）
を含む））を取得し、結晶微細構造を同定する。

結果と考察
Results and Discussion

機能性合金として、6元系（Cu-Ag多元系）合金を供試材として選び、FIB試料作製、
SEM観察・EDX分析、TEM観察・EDX分析、電子線回折パターン取得・指数付けな
どの解析を実施した。主な結果をFig. 1～Fig. 16に示す。これらの観察・解析デー
タと、別途保有する合金の機能データとを照合することにより、Cu-Ag系の新たな
合金相４つを見出すことができた。
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Equations 1

Fig. 1 FIB面のSEM像（その１）
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Fig. ２ FIB面のSEM像（その２）
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Fig. ３ FIB面のSEM像（その１）のEDX面分析結果
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Fig. ４ 視野１におけるEDX元素マッピング結果
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Fig. ５ 視野２におけるEDX元素マッピング結果
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Fig. ６ 視野２（続き）におけるEDX元素マッピング結果
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Fig. ７ 視野２（続き）におけるEDX元素マッピング結果
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Fig. ８ 視野３におけるEDX元素マッピング結果
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Fig. 9 FIB試料の作製とTEM観察，EDS分析結果
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Fig. 10 TEM電子線回折パターン解析に用いたカメラ長の測定結果
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Fig. 11 TEM電子線回折パターン解析エリアのEDXマッピング結果
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Fig. 12 TEM電子線回折パターン取得結果

図・表・数式 13
Figures, Tables and

Equations 13

Fig. 13 TEM電子線回折パターンの解析結果（その１）
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Fig. 14 TEM電子線回折パターンの解析結果（その２）
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Fig. 15 TEM電子線回折パターンの解析結果（その３）



図・表・数式 16
Figures, Tables and
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Fig. 16 TEM電子線回折パターンの解析結果（その４）
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